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原子間力顕微鏡による Si(110)-(16×2)再構成表面の観察 

(16x2) Reconstruction on Si(110) Surface Studied by Atomic Force Microscopy 
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Si(110)-(16x2) 再構成表面は、単原子ステップで隔てられた上部テラスと下部テラスが 5nm 周

期で交互に並んでいる構造をしており、Si(110)表面上で唯一広範囲で続いている再構成表面であ

る(Fig.1(a))。Si(110)-(16x2)はその独特な表面構造から、自己形成ナノワイヤのテンプレート基板

として期待されている[1]。この再構成表面の構造モデルを解明するため、これまでに走査トンネ

ル顕微鏡[2,3]や光電子分光[2]、低速電子回折によって様々な研究がなされてきた。しかしながら、

その詳細な構造モデルについては未だ論争の的となっている。 

本研究では、力学的に表面を観察する原子間力顕微鏡（AFM）を用いて Si(110)-(16x2)を観測

し、その構造モデルについて検討した。Fig.1(b)は、78Kで得られた Si(110)-(16x2)の AFM像であ

る。AFM像では、テラス上でジグザグに並んでいる五員環と共に、ステップ端にある原子も観測

された。このステップ端の原子の内２つの原子は、過去の STMによる研究では観測されていなか

った。また、五員環の内２つの原子においてのみ dissipation 信号が増大していた。この結果は、

これらの原子が熱的にあるいは AFM 探針によりフリップフロップ運動していることを示唆して

いる。これらの結果より、Si(110)-(16x2)の構造モデルについて検討した。詳細は、当日発表する。 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Si(110)-(16x2)のAFM像。スキャン範囲: (a)200nm×200nm、(b)7nm×7nm。 
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